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ANALYSEUR À RAYONS X
FICHE N° 43
 
Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Philips ; Superior Electric
Domaines : Chimie, Matériaux
Sous-domaines : Cristallographie, Céramique
Organisme : Faculté des sciences et techniques
Ville : Limoges
Modèle : CR DRI
Matériaux : Acier

Description
Ce diffractomètre ou Analyseur à Rayons X est un dispositif complexe composé d'un
goniomètre instrumenté avec 3 cercles pour effectuer des mesures de contraintes, des
figures de pôle avec 2 détecteurs (ponctuel et linéaire) et de l'analyse de texture ou
analyse quantitative des phases d’un matériau.
Il fonctionne avec un tube à base de chrome et un collimateur pour aligner un faisceau de
Rayons X, très fin et monochromatique.
Un système de pilotage est placé dans un rack avec 2 baies de mesures associées aux
détecteurs (ponctuel et linéaire) et avec un Générateur SIGMA 2070.

Utilisation
La diffractométrie XRD (pour X-Ray diffraction) est une technique
d'analyse fondée sur la diffraction des rayons X sur la matière. La
diffraction n'ayant lieu que sur la matière cristalline, on parle aussi
de radiocristallographie. La diffraction fait partie des méthodes de
diffusion élastique.
Ce dispositif a été constitué et utilisé par le laboratoire de cristallographie de la faculté des
sciences de Limoges pour l'analyse de texture et l'analyse quantitative des phases d’un
matériau
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